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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS
PASSIFS A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-25: Essais — Résistance de I’étanchéité pour les boitiers

AVANT-PROPOS

1)| La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondis ormalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux denda CEl). La.CEl+a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nor, ahsatln dans\Jes domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités armes\ntprnationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels\touh\Co ressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve les _et\non gquvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl e rganisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixés 3 dx organisations.

2)| Les décisions ou accords officiels de ila CEl en ce qui co : 8 iques, prépdrées par les
comités d'études ou sont représentés tous les Comités nationaux s ant ¥ ces questiong, expriment,
dans la plus grande mesure possible, un accord intern S )

3)| Ces décisions constituent des recommandations ip atigp 8gs sous forme de normes,| de rapports
techniques ou de guides et agréées comin bX

4) [ Dans le but d'encourager l'unification in iQna ité ighaux de la CEl s'engagent a|appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesur i internationales de la CEl dans lpurs normes
nationales et régionales. Toute diver 3 e de la CEl et la norme nationale pu régionale
correspondante doit étre indiquée en t derniére.

Lg Norme internationa : . établie par le sous-comité 86B: Dispositifs

d’[nterconnexion ¢ ibfes optiques, du comité d’'études 86 (e la CEl:

Fipres optiqu

Le texte de cette'n i des’documents suivants:

\/6IS Rapport de vote
> 86B/563/DIS 86B/650/RVD

Lg ndiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote

ay pprobation de cette norme.

L ispositifs

d’ mentales

d’essais et de mesures:

— Partie 1: Généralités et guide
— Partie 2: Essais
— Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS - BASIC TEST AND
MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-25: Tests — Sealing endurance for closures

FOREWORD

1) The IEC ising
all nati ote
internafi To
this en ioh is
entruste ; with may
participgate in this preparatory work. international, governmental and nop<gov with
the IEQ for
Standa

2) The for hich
all the | L an
internati

3) They h ical
reports

4) In order to promote international unification, ipnal
Standalis transparently to the/n n ; . Any
divergence between the IEC d(and the_ocorresponding pational or regional standard shall be cldarly
indicated in the latter.

Internatignal Stand btic

interconriecting devi ics.

The text pf this standar

Report on voting
\868/563/DIS 86B/650/RVD
Full information-on t oting for the approval of this standard can be found in the report| on
voting indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests
— Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS

PASSIFS A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES

D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-25: Essais — Résistance de I’étanchéité pour les boitiers

1 Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

systéme d'étanchéité des boitiers, surtout s'ils sont employés d
prlessurisés.

1.2 Description générale

Plusieurs bofitiers sont assemblés conformément, “aux

effectuée en utilisant les données conc
défaillance.

2 [ Matériel

L'appareillage comprerd én ets%nts.

2.1 Pressuriseur

Un moyen p@re

2. Calibres

3.l  Préconditivnner le spécimen si requis par la spécification particuliére.

L’pbjet de la présente partie de la CEl 1300 est de déterminer les prépriétés along terme du

de cables

icant. Les

chéité. La
itier. Une
rmale est
usqu'a la

b pression

3. A température ambiante, assembler un nombre d'échantillons comme défini dans la
spécification particuliére, suivant les instructions du fabricant. Les accés du boitier doivent
étre scellés avec des piéces de cable scellées ou bouchées, pour éviter la fuite d'air a

travers I'ame du cable.

3.3 Installer un manometre dans chaque boitier.

3.4 Répartir les échantillons dans trois groupes au moins et pressuriser chaque grdupe

selon une valeur différente.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -~ BASIC TEST AND
MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-25: Tests — Sealing endurance for closures

1 General

1.1 Scope-andobject

The purgose of this part of IEC 1300 is to determine the long-term prope hevysealing
system of closures, especially if they are used in pressurized cable netwgk

1.2 Gerneral description

A numbeyr of closures are assembled following the manufactuye hen
are then pver pressurized and observed until failure of the seakocc y a
decreasq in air pressure in the closure. A prediction of th ing
pressure|is made by using the overpressure and time to/fail

2 Apparatus

The apparatus consists of the following elene

2.1 Presgsurizer

A means|of pressurizing the clos

2.2 Gadges

Gauges Vith suitable rg 3 i o determine a 5 % drop in pressure.

3 Procedure

3.1 Prg- nen if requested by the detail specification.

3.2 At |room_temp re, assemble a number of specimens, as defined by the ddtail
specification/(following the manufacturer's instructions. The ports of the closure shall be segled
with piecps of cable which have been sealed or capped to prevent the escape of air through the
cable core:

3.3 Ins

tall a pressure gauge in each closure.

3.4 Divide the specimens into a minimum of three groups and pressurize each group to a
different value.
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3.5 Observer les échantillons jusqu'a remarquer une chute de pression. Une diminution de
pression équivalant & 5 % est considérée comme une défaillance. Le temps jusqu'a la
défaillance est enregistré pour chaque échantillon.

3.6 La valeur initiale de surpression et le temps jusqu'a la défaillance de chaque
échantillon sont dessinés dans un diagramme & double échelle logarithmique. Un exemple
de ce diagramme est montré a la figure 1. On dessine une droite (a) ajustée au plus prés
des points de défaillance; cette ligne (a) peut étre extrapolée pour indiquer le temps prévu
de défaillance correspondant a une certaine surpression.

3.7 Une deuxiéme droite (b) paralléle a la premiére (a) peut étre tracée selon la surcharge
spécifiée et les points de durée moyenne spécifiés, pour fournir une évaluation de la marge
de_sécurité indiquée par I'essai

4| Sevérité

La sévérité est déterminée par la valeur de surpression extrapolé duréa moyenne
spécifiée. La valeur doit étre beaucoup plus élevée que la d'utflisation du
boitier.

Aucun point de défaillance dessiné ne doit tombe ighe (b).

5| Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le ca dans la spécification particuliére:

— Nombre de groupes
espondant

- D’urée@e
— Préconditioin



https://iecnorm.com/api/?name=40993756aef634cf0d4fb82831870107

1300-2-25 © |IEC: 1995 -7~

3.5 Observe the specimens until a drop in pressure is noted. A decrease in pressure of 5 %
is considered to be a failure. The time to failure is recorded for each sample.

3.6 The initial overpressure value and time to failure for each specimen is plotted in a double
logarithmic diagram. An example of such a diagram is shown in figure 1. A best fit line (a) is
plotted through the failure points. This line (a) can be extrapolated to give an estimated time to
failure at a given overpressure.

3.7 A second line (b) parallel to the best fit line (a) can be drawn through the specified
overpressure and specified lifetime points to give an estimate of the margin of safety indicated
by the test.

4 Severilty

The sevefity is determined by the value of overpressure extrapolated fo
The valud shall be well above the pressure value at which the closure is

No plotted failure point shall fall below the line (b).

5 Details to be specified

The following details, as applicable, shall b

— Number of groups
— Valyes of overpressure for each groupand R of specimens at each overpressure
— Maximum value of overpressure
— Lifefime
— Preiconditioning of speci

— Devjations fro stk
— Addjtional pass
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